PARTENAIRE PRIVILEGIE
POUR LA MAITRISE
DE VOS SURFACES
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Domaines d'intervention

= R&D = INNOVATION = QUALITE =PRODUCTION = ANALYSE DE DEFAILLANCE

2

Analyse moleculaire,
cartographie et profil
élementaire ou
moléculaire, de la
premiere monocouche a
plusieurs micrometres

Time-Of-Flight Secondary lon

Mass Spectrometry
"Ar Gas Cluster lon Beam

Analyse chimique
élémentaire et
semi-quantitative,
cartographie et profil de
concentration jusqu'au
micrometre

“X-Ray Photoelectron
Spectroscopy

Préparation d’échantillons

Ultra cryo microtomie
et FIB®

SFocused lon Beam

Un parc d'édhibéments uniqtie et performant

Matériaux

Echantillons biologiques
Ceramiques
Composites

Verres

Métaux, Alliages
Nanomateriaux
Polymeres, textiles
Semi-conducteurs

Aléchelle du
nanometre, topographie
3D et proprietes
meécaniques , adhésives
et électriques de surface

Topographie 3D sans
contact

*Optical 3D Profilometry

KX

Analyse morphologique
structurale et chimique a
l'échelle atomique

2Atomic Force Microscopy

SMicroscopie Electronique en
Transmission (Energy-Dispersive
X-Ray Spectroscopy/ Electron
Energy Loss Spectroscopy)

Faisceaux d'lons
Focalisés (Ga FIB et
Plasma Xe FIB®)

Morphologie,
microstructure et chimie
élementaire

Industries

Aéronautique, Defense
Chimie et Materiaux
Construction, Energie
Biens de consommation
(cosmetique, automobile,
packaging, textiles, luxe..)
Santé, Biotechnologies,
Biologie

Hautes Technologies,
micro-électronique

Thématiques

Adhésion, Assemblages,
Interfaces
Biocompatibilite
Contamination, propreté
des surfaces

Corrosion, Vieillissement,
Durabilite
Nanomatériaux, REACH
Structure et chimie

de surface

Traitements et revétements
de surface, multicouches
Imagerie de principes
actifs

Notre Valeur ajoutée :
des compétences en synergie pour une

solution globale,

o
Plus de 80 /o de nos analyses
sont réalisées en moins de

réactivité <t confidentialité

15jours

Les surfaces et interfaces sont

les éléments clés dans le développement
des matériaux multifonctionnels de l'industrie d'avenir

Microscopie Electronique a
Balayage (Energy-Dispersive
X-Ray Spectroscopy / Electron
BackScattered Diffraction)
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